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Verzeichnis verwendeter Formelzeichen I

Verzeichnis verwendeter Formelzeichen

Vektoren sind durch unterstrichene Kleinbuchstaben, Matrizen durch fett gedruckte

Großbuchstaben gekennzeichnet.

A Objektfläche

AR Fläche des umschreibenden Rechtecks

A Flächeninkrement für die Bestimmung der Objektfläche

Ac Kreisfläche

Ai Fläche eines Dreiecks zur Krümmungsbestimmung

Akonv Fläche der konvexen Hülle eines Objekts

a, b Halbachsen einer Ellipse

b(x, y) Wert eines Binärbildes an der Position (x,y)

ci,j Koeffizienten der lokalen Abstandmaske 

C Kovarianzmatrix

C' diagonalisierte Kovarianzmatrix

Cp,q Kreuzkovarianz der Merkmale xp und yp

D Fraktale Dimension

di Differenz zweier aufeinander folgenden Kettencodes

dm Mahalanobis-Abstand

d Mittlerer Randabstand eines Objekts

d(i, j) Kürzester Abstand des Bildpunktes (i, j) zum Objektrand

f x i Verteilungsdichte des Merkmalsvektors x  bedingt auf die Zuge-
hörigkeit zur Musterklasse i

g(x,y) Grauwert eines Bildes an der Position (x, y)

J Trägheitstensor

Kex Kenngröße Exzentrizität

Kkonv Kenngröße Konvexität

Kmass Kenngröße Massivität



II Verzeichnis verwendeter Formelzeichen

KR1, KR2, KR3 Kenngrößen Rundheit

Krau Kenngröße Rauheit

Ksym Kenngröße Symmetrie

Kv Kenngröße Verschlungenheit

Kk Kenngröße Kompaktheit, aus der Abstandstransformation berech-
net

k Index eines Fourierdeskriptors

k1, k2 Indizes für den Bereich der Fourierkoeffizienten zur Bestimmung
der Rauheit

L Konturlänge

L Verlustmatrix des Bayes-Klassifikators

Lfit Konturlänge der ausgeglichenen Schätzung

Lkonv Länge der konvexen Hülle eines Objekts

Ltriv Konturlänge der trivialen Schätzung

M Dimension eines Merkmalsvektors

mp, q Moment der Region R

N Anzahl der Punkte einer Kontur

n0, n1 Anzahl achsenparallel bzw. diagonal benachbarter Konturpunkte

P Kurvenlänge

p Pfadlänge für Parameterdarstellung einer Kontur

pi, xi, yi diskreter Konturpunkt an der Stelle i mit den Koordinaten xi und
yi

p(x) Wahrscheinlichkeit für ein Vorliegen des Merkmalsvektors x

p(x| i) Bedingte Wahrscheinlichkeit für ein Vorliegen des Merkmalsvek-
tors x, bedingt auf die Zugehörigkeit zur Objektklasse i

p( i) a-priori Wahrscheinlichkeit für die Klasse i

R Bildregion

r Maßstabslänge zur Bestimmung der fraktalen Dimension D

rc Kreisradius



Verzeichnis verwendeter Formelzeichen III

rk Betrag des k-ten Fourierkoeffizienten

ri Kettencode einer Kontur

Rin Radius des größten innen liegenden Kreises

Rout Radius des kleinsten einhüllenden Kreises

S Grad der Rotationssymmetrie

S(k) Diskrete Fouriertransformierte von s(n)

s(n) Abtastwerte einer periodischen Funktion

sx, sy Schwerpunkt

u Anzahl der Unterteilungen zur Bestimmung der fraktalen
Dimension D

UR Umfang des umschreibenden Rechtecks

Uc Kreisumfang

wj Gewichtungsfunktion zur Bestimmung der Konturkrümmung

x Merkmalsvektor

x Mittelwert des Merkmals x der Trainingsstichprobe

x Mittelwertvektor der Merkmalsvektoren einer Stichprobe

xn n-ter Merkmalsvektor für eine rekursive Schätzung des
Erwartungswertes

xi i-tes Element eines Merkmalsvektors

z(p), x(p), y(p) Parameterform einer ebenen Kurve

zk Reihe der Konturpunktkoordinaten als komplexe Zahl

zk Komplexe Fourierkoeffizienten

Gewichtungsfaktor zur rekursiven Ermittlung des Erwartungs-
wertes

0 , 0 Zentrum der zweidimensionalen Gauß-Verteilungsfunktion

Orientierungswinkel der Trägheitsellipse

Wellenlänge

1 Grenzwellenlänge für die Tiefpassfilterung einer Kontur

n Erwartungswertvektor einer Stichprobe mit n Elementen

p ,q Zentralmoment



IV Verzeichnis verwendeter Formelzeichen

m
i , j Wert eines Bildpunktes an der Stelle (i, j) nach dem m-ten Itera-

tionsschritt der Abstandstransformation

p , q Normalisiertes Zentralmoment

i Randabstand eines Ausreißers bei der Bestimmung von Support-
Vektoren

i Mittlere Konturkrümmung am Punkt i

Standardabweichung

k Startwinkel eines Kreises, Phasenwinkel des k-ten Fourierkoeffizi-
enten

i Objektklasse



Verzeichnis verwendeter Abkürzungen V

Verzeichnis verwendeter Abkürzungen

DFT Discrete Fourier Transform

EDT Euclidean Distance Transform

FFT Fast Fourier Transform

IDFT Inverse Discrete Fourier Transform

i.O. in Ordnung

LUT Look Up Table

n.i.O. nicht in Ordnung


